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EMENTA

Apresentar as técnicas de microscopia eletrônica de varredura e transmissão; microscopia por sonda com ênfase em
microscopia de força atômica; microscopia confocal; espectroscopia por dispersão de raios-X (EDS e WDS); princípios
de difração de Raios-X; delineando sobre o princípio de funcionamento e suas aplicações na caracterização de
materiais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Microscopia eletrônica de varredura: Introdução à microscopia eletrônica de varredura: princípio de
funcionamento; formação de feixe de elétrons; Interações feixe e amostra formação de imagens; detectores;
preparação de amostras; aplicações.

2 - Microscopia eletrônica transmissão: Princípios de funcionamento; Instrumento; Geração do feixe; Sistema de
lentes; Difração de elétrons; Mecanismos de contraste na imagem; Preparação de amostras; aplicações.

3 –Microscopia por sonda com ênfase em microscopia de força atômica: Introdução à microscopia de varredura por
sonda (Scanning Probe Microscopy - SPM); Cantilever, Scanner, não linearidade (histerese, arrastamento,
envelhecimento), correções por software e hardware, calibração. SPM como uma ferramenta de análise de superfície
de matérias poliméricos. Microscopia de Tunelamento (STM): princípio de operação, teoria, instrumentação e
aplicações; microscopia de Força Atômica (AFM): princípio de operação, teoria, instrumentação e aplicações, incluindo
as modalidades de contato, não contato e contato intermitente; processamento de imagens: tratamentos estatísticos,
programas disponíveis, artefatos.

4 –Microscopia  confocal: Princípios de microscopia confocal.

5 –Espectroscopia por dispersão de raios-X (EDS e WDS): Análise por dispersão de energia; Análise por dispersão de
comprimento de onda; Análise quantitativa e qualitativa.

6 –Princípios de difração de Raios-X: Radiação Eletromagnética; produção de Raios-x; espectro Contínuo e espectro
Característico; absorção e Filtros; difração; direção dos feixes difratados; lei de Bragg; difração: Intensidade dos
Feixes Difratados. Fator de Estrutura; métodos de Difração; Aplicações.
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